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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
DIX-NEUVIEME PARTIE: SPECIFICATION INTERMEDIAIRE:
CONDENSATEURS FIXES CHIPSES POUR COURANT CONTINU,

A DIELECTRIQUE EN FILM DE POLYTEREPHTALATE D'ETHYLENE METALLISE

. AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation
mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotech-
niques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de
favorlser la coopération 'nt~ : =

a-
avaux
piciper.
entales,
labore
, selon

A cef

2)
repr
sur

3) s sous
form telles
par :

4) Dans|le but nec {g e ication internationale, les Comités ndtionaux
de 14 CEI s' 4 iquer de¢/fagon transparente, dans toute 14 mesure
possible, les Nofmes sinte jonales de la CEI dans leurs normes nationales

entre la norme de la CEI et la norme |nationa-

ionale \CEI 384-19 a été établie par le comité d'études 40 de

DIS Rapport de vote

40(BC)765 40(BC)801

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur
le vote ayant abouti & 1'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT
PART 19: SECTIONAL SPECIFICATION:

FIXED METALLIZED POLYETHYLENE-TEREPHTHALATE FILM
DIELECTRIC CHIP D.C. CAPACITORS

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a world-wide
organization for standardization comprising all national electrotechnical
committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international cooperation on all questions conc in the
electgical and electronic fields. To this end and in additifén t
activities, the IEC publishes International Standards. T
is enfrusted to technical committees; any IEC National £0
in the subject dealt with may participate in this prep:ra 0
Interrnational, governmental and non-governmental orgamizat} i g with
the IHC also participate in this preparation. The sely
with the International Organization for Standardizati i dance
with donditions determined by agreement betwee i

ation
gested

2) The fqrmal decisions or agreements of the
preparled by technical committees on whi
having a special interest there
possille, an international con
with.

as

3) They h
form o

grnational use published |[in the
and they are accepted Hy the

4) In Orj IEC National Committee
under transparently to the maximum
extent| standards. Any divergence
between the IEC.S 3 = i national or regional stlandard

shall

Internati A-19 has been prepared by IEC technical comnlittee

40: Capacli for Electronic Equipment.
The text § ndax¥d is based upon the following documents:
DIS Report on Voting
40(C0)765 40(C0)801

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in
the report on voting indicated in the above table.
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SPECIFICATION INTERMEDIAIRE:
CONDENSATEURS FIXES CHIPSES POUR COURANT CONTINU,
A DIELECTRIQUE EN FILM DE POLYTEREPHTALATE D'ETHYLENE METALLISE

SECTION UN - GENERALITES

Généralités

Domaine d'application

Cette norme est applicable aux condensateurs fixes chipses pour courant
continu & diélectrique en film de polyterephtalate d'éthyléne métallisé,
utilisés dans les équipements électroniques. Ces condensateurs ont des

sorties constituées par des plages métallisées ou des rubans 3 souder et
sont destinés 3 8tre montés directement sur des substrats ircuits

hybrides ou en surface des cartes imprimées. Ces condénsateurs peuvent
avoir des propriétés "autocicatrisantes" dépendant ¢ s
d'utilisation. Ils sont principalement destinés 3 € dans
les applications ol la composante de tension alté ble par
rapport 3 la tension nominale.

Les condensateurs pour antiparasitage ne
couverts par la Publication 384-14 de 1la

nt

Objet
L'objet de cette norme est de prefsc 3 les
des caractéristiques, de chaisi 2 \ ation 384-1 (1982) de

la CEI, les procédures d'a = ualjté, les méthodes d‘'essai
et de mesure et de fixer lex i erales pour ce type del con-
exigences prescrites daas les
" d'un niveau égal ou supérieur
3 celui de 1la i ation intermédiaire, un niveau inférieur

n'étant pas permis.
Documents\derzzfé¥e

Codes pour le marquage des résistances
et des condensateurs.

Séries de valeurs normales pour
résistances et condensateurs.
Modification No. 1 (1967)
Modification No. 2 (1977)

Publication 68: Essais d'environnement.

Publication 384-1 (1982): Condensateurs fixes utilisés dans les
équipements électroniques.
Premiére partie: Spécification générique.
Modification No. 2 (1987)
Modification No. 3 (1989)
Modification No. 4 (1992)

Publication 410 (1973): Plans et régles d'échantillonnage pour
les contrbles par attributs.

Publication QC 001001 (1986): Régles fondamentales du Systéme CEI
d'assurance de la qualité des composants
électroniques (IECQ).

Modification No. 1 (1992)
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SECTIONAL SPECIFICATION:
FIXED METALLIZED POLYETHYLENE-TEREPHTHALATE FILM
DIELECTRIC CHIP D.C. CAPACITORS

SECTION ONE - GENERAL

General

.1 Scope

This standard is applicable to fixed chip capacitors for direct current,
with metallized electrodes and polyethylene-terephthalate dielectric for
use in electronic equipment. These capacitors have metallized connecting

1

1.

pads or soldering strips and are intended to be mounted directly onto
i I i Se capacitors
may have "self-healing properties" depending on con e. They
are primarily intended for applications where the is
small with respect to the rated voltage.
Capacitors for radio interference suppression but are
covered by IEC Publication 384-14. '
.2 Object
The object of this standard is to presc ratings and cha-
racteristics and to select from IEE -1 (1982), the
appropriate quality asses ethods
and to give general perf paci-
tor. Test severities and ragui ibed in detail specifica-
tions referring to this sectional &y ication shall be of equgl or
higher performance level, performance levels are not
permitted.
3

Marking Codes for Resistors and
Capacitors.

Preferred Number Series for
Resistors and Capacitors.
Amendment No. 1 (1967)
Amendment No. 2 (1977)

Environmental Testing.

citors for Use in
Electronic Equipment.
Part 1: Generic Specification.
Amendment No. 2 (1987)
Amendment No. 3 (1989)
Amendment No. 4 (1992)

Publication 410 (1973): Sampling Plans and Procedures
for Inspection by Attributes.

Publication QC 001001 (1986): Basic Rules of the IEC Quality
Assessment System for Electronic
Components (IECQ).
Amendment No. 1 (1992)
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1.4

1.4.1

1

4.2

~8—

Publication QC 001002 (1986): Régles de procédure du Systéme CEI
d'assurance de la qualité des comp
électroniques (IECQ).

Modification No. 1 (1992)
Publication de 1'IS0:

Norme ISO 3 (1973):

Note. -Lorsque les documents ci-dessus sont mentionnés dans un a

de la présente spécification, 1'édition en vigueur doit &
utilisée sauf pour la Publication 68 de la CEI pour laque
l1'édition indiquée dans la spécification générique doit &
utilisée.

Informations 3 donner dans une spécification particuliére

384-19 © CEI:1993

osants

Nombres normaux - Séries de nombres normaux.

rticle
tre
1lle
tre

cadre applicable.

[les spécifications particulidres ne doivent par
inférieures & celles de 1la spécification génériy

spécifi
in astérique.

Note. -Les informations données av

éés dans chaque spéc
doivent de préférence &t

sa comparaison avec d'autres conde
leurs tolérances associées qui affect

1 doit i
iliter sb s

es dimensions métriques correspondantes en m
re ajoutées.

les valeurs numériques doivent étre données pour la
a_largeur et la hauteur du corps. Si nécessaire, par exemple lo

iculidre-

Bnces
ou
évéres
ration

exemple par

ifica-
re

a fa-
hsateurs
nt
pécifi-
étre

i11i-

longueur,
rsque, la

htes

valeurs de capacité et/ou tension), les dimensions et leurs tolérances

associées doivent étre placées dans un tableau sous le dessin.

Si la configuration est différente de celle indiquée ci-dessus, la
spécification particulidre doit donner les informations dimensionnelles

qui décriront convenablement le condensateur chipse.

Montage

La spécification particuliére doit donner des informations sur les

méthodes de montage 3 employer pour l'utilisation normale.

La méthode de

montage pour les essais et les mesures (si requis) doit étre conforme au

paragraphe 4.1 de la présente spécification intermédiaire.
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Publication QC 001002 (1986): Rules of Procedure of the IEC
Quality Assessment System for
Electronic Components (IECQ).

Amendment No. 1 (1992)
ISO Publication:

ISO Standard 3 (1973): Preferred Numbers - Series of Preferred Numbers.

Note. -The above references apply to the current editions except for
IEC Publication 68, for which the referenced edition in the
applicable test clauses of the generic specification shall be
used.

1.4 Information to be given in a detail specification

etail specifications shall be derived from the relevs
pecification.

etail

etail specifications shall not specify requiremé those

f the generic, sectional or blank detail speg re severe
equirements are included, they shall be liste of the
etail specification and indicated in the fe ample by
n asterisk.

Note. -The information given in Subcf or convenience, be
The following informatiom\shall\be g 3 ation and
the values quoted shall preferably 2 in the

ALl Dutline drawing and dimens

There shall e capacitor as an aid to eajy
ensions

recognition a ison\of the capacitor with others. Di
nd the{iﬁé; iate nses, which affect interchangeability] and
Eounting, rall B inMthe detail specification. All dimens|ions
re prefegs 3 in millimetres, however, when the orliginal
dimensiofis \are in jnches, the converted metric dimensions lin
millim
Notma merical values shall be given for the length, width
jand ig e body. When necessary, for example when a numbelr of
item: and capacitance/voltage ranges) is covered by a detlail

ification, the dimensions and their associated tolerances shlall
Fe_placed In a table below the drawing.

When the configuration is other than described above, the detail speci-
fication shall state such dimensional information as will adequately
describe the capacitor.

1.4.2 Mounting

The detail specification shall give guidance on methods of mounting for
normal use. Mounting for test and measurement purposes (when required)

shall be in accordance with Subclause 4.1 of this sectional specifica-
tion.
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1.4.3

1.4.3.1

1.4.3.2

1.4.3.3

l1.4.4

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

—-10— 384-19 © CEI:1993

Caractéristiques

Les caractéristiques doivent &tre conformes aux articles applicables de
la présente spécification ainsi qu'aux prescriptions suivantes:

Gamme de capacité nominale

Voir paragraphe 2.2.1.

Note. -Lorsque des produits agréés conformément 3 la spécification
particuliére ont différentes gammes de valeurs, la régle
suivante devrait étre ajoutée:

"La gamme des valeurs disponibles dans chaque gamme de tension
est donnée dans la liste des produits qualifiés".

Caractéristiques particuliéres

Des caractéristiques complémentaires peuvent étre
sont considérées nécessaires pour spécifier con
en vue de son application.

Soudure
La spécification particuliédre doit py hodes d'essai, les
sévérités et les exigences applicab 5 essais de soudapilité

et de résistance 4 la chaleur de

Marquage
bort aux
prescriptions d 2gTa , 2 ivent

Terminologi

En com;;g;?

définitions appropriés figurant dans
CEI, les définitions suivantes sont

it les petites dimensions et la nature ou la forpe des
v approprié son montage dans les circuits hybrides et en
surface~des cartes imprimées.

Condensateurs de classe de pe

Condensateurs destinés 3 des usages nécessitant une longue durée de vie
et de sévéres prescriptions pour les caractéristiques électriques.

Condensateurs de classe de performance 2 (usage général)

Condensateurs destinés 3 1'usage général pour lesquels les prescriptions
exigées pour les condensateurs de classe 1l ne sont pas nécessaires.

Tension nominale (UR)

La tension nominale est la tension maximale qui peut étre appliquée en
permanence aux bornes d'un condensateur, 3 la température nominale.
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1.4.3

1.4.3.1

1.4.3.2

1.4.3.3

1.4.4

1.5.2

1.5.3

1.5.4

Ratings and characteristics

The ratings and characteristics shall be in accordance with the relevant
clauses of this specification, together with the following:

Rated capacitance range

See Subclause 2.2.1.

Note. -When products approved to the detail specification have
different ranges, the following statement should be added:
"The range of capacitance values available in each voltage range
is given in the qualified products list".

Particular characteristics

Additional characteristics may be listed, when they
necessary to specify adequately the component for de
cation purposes.

ed
1i-
Soldering

ities
ance to

The detail specification shall prescribe
and requirements applicable for the sg
soldering heat tests.

Marking

The detail specification s}
the capacitor and on the
[this sectional specificatf

ontent of the marking on
ions from Subclause 1.6 [of

Terminology

In addition

cation

ations
printed

mance\ g e 1 capacitors (long-life)

apacitors™or long-life applications with stringent requiremenjs for
he/electrical parameters.

Performance grade 2 capacitors (general purpose)

Capacitors for general application where the stringent requirements
for grade 1 capacitors are not necessary.

Rated voltage (UR)

The rated voltage is the maximum d.c. voltage which may be applied con-
tinuously to a capacitor at the rated temperature.
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1.6

l1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

-12 — 384-19 © CEI:1993

Note. -La somme de la tension continue et de la valeur de créte de la

tension alternative, appliquées au condensateur, ne doit pas
étre supérieure 3 la tension nominale. La valeur de créte de
la tension alternative ne doit pas dépasser, pour les fréquen-
ces indiquées, les valeurs suivantes, en pourcentage de la
tension nominale, et ne doit pas étre supérieure a 280 V:

50 Hz: 20 %

100 Hz: 15 %

1 000 Hz: 3 %
10 000 Hz: 1 %

sauf prescription contraire dans la spécification particuliére.

Marquage

elon paragraphe 2.4 de la Publication 384-1 de la
es modalités suivantes:

es informations contenues dans le marquage sot
ans la liste ci-aprés; l'importance relative
st indiquée par son rang dans la liste:

fa)

b)

capacité nominale;

tension nominale (la tension cen
symbole —™ ou -—);

COrps:
Eent avec

enu

ilses
ion

rs chipses ne sont généralement pas marqués sur le
marquage peut &tre appliqué, il doit étre marqué cllaire-
e plus possible d'informations considérées comme utilles.

oute redondance de 1'information contenue dans le marquage devnait

étre évitée.

Le marquage doit é&tre lisible et ne doit pas é&tre facilement altéré
lorsqu'il est frotté avec le doigt.

L'emballage contenant les condensateur(s) doit porter lisiblement
toutes les informations énumérées au paragraphe 1.6.1.

Tout marquage supplémentaire doit &tre effectué de telle sorte qu'il
ne puisse y avoir aucune confusion.
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Note. -The sum of the d.c. voltage and the peak a.c. voltage applied to
the capacitor shall not exceed the rated voltage. The value of
the peak a.c. voltage shall not exceed the following percentages
of the rated voltage at the frequencies stated and shall not be
greater than 280 V:

50 Hz: 20 %
100 Hz: 15 %
1 000 Hz: 3 %
10 000 Hz: 1 %

unless otherwise specified in the detail specification.

1.6

1.6.1
ollowing list; the relative importance of
ts position in the list:

) rated capacitance (in clear or codg d ing on 62);

¢) tolerance on rated capacit

ce;
d) category voltage; af:I>

¢) year and 3 anufacture;

manuféz:h e

1.6.2 Ghip ca Qrs are generally not marked on the body. If some marking
igd, they shall be clearly marked with as many as posgible
9f {the above items as is considered useful. Any duplication of irfor-

-

1.6.3 Any marking shall be legible and not easily smeared or removed by
rubbing with the finger.

1.6.4 The package containing the capacitor(s) shall be clearly marked with
all the information listed in Subclause 1.6.1.

1.6.5 Any additional marking shall be so applied that no confusion can arise.
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SECTION DEUX - CARACTERISTIQUES PREFERENTIELLES

Caractéristiques préférentielles

Caractéristiques préférentielles

Les valeurs données dans les spécifications particulidres doivent de
préférence &tre choisies parmi les suivantes:

Catépories climatiques préférentielles

Les condensateurs couverts par cette norme sont classés en catégories
climatiques, conformément aux régles générales de la Publication 68-1
de la CEI.

l'essai continu de chaleur humide doivent é&tre choi
valeurs suivantes:

Température minimale de catégorie:
Température maximale de catégorie:
Durée de l'essai continu de chaleur
Note. -Un vieillissement accéléré
onnement permanent/ a

d'endurance (voir

res-

vantes:

s la
ances

e 8tre
choisies dans la série El2.

Tolérances sur la capacité nominale

Les tolérances préférentielles sur la capacité nominale sont:
+10 Z et £20 %.

Tension nominale (UR)

Les valeurs préférentielles de la tension nominale sont: 25 - 40 - 63 -
100 - 160 - 250 - 400 V. Ces valeurs sont conformes & la série de base
nombres normaux R5 donnés dans la Norme ISO 3: Nombres normaux - Séries
de nombres normaux.
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SECTION TWO_ - PREFERRED RATINGS AND CHARACTERISTICS

2. Preferred ratings and characteristics

2.1 Preferred characteristics

The values given in detail specifications shall preferably be selected
from the following:

2.1.1 Preferred climatic catepgories

The chip capacitors covered by this specification are classified into
climatic categories according to the general rules given in IEC
Publication 68-1.

heat, steady state test shall be chosen from the
Lower category temperature: -55 °C,
Upper category temperature: +85
Puration of the damp heat, steady stapé test: 4 Rys.

rance

Note. -With continuous operation :
< g ptail

test time, accelerat
specification).

upper

2.2
2.2.1
to the E6 series of preferred values given |[in IEC
eferred Number Series for Resistors and Capacitors.
If other)|'values” are required they shall preferably be chosen from the E12
eries-
2.2.2 Eolerance on rated capacitance

The preferred tolerances on the rated capacitance are +10 ¥ and 120 %.

2.2.3 Rated voltage (UR)

The preferred values of rated voltage are: 25 - 40 - 63 - 100 - 160 -

250 - 400 V. These values conform to the basic series of preferred values
R5 given in ISO Standard 3: Preferred numbers - Series of preferred
numbers.
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2.2.4 Tension de catégorie (Ugp)

La tension de catégorie est:
0,8 Ur pour une température maximale de catégorie de 100 °C et
0,5 UR pour une température maximale de catégorie de 125 °C.

2.2.5 Température nominale

La valeur normale de la température nominale est 85 °C.

@C@
E



https://iecnorm.com/api/?name=8adaac47377397cf229469df614440bd

384-19 © IEC:1993 -17 -

2.2.4

2.2.5

Category voltage (Ug)

The category voltage is:
0,8 UR for upper category temperature 100 °C and
0,5 UR for upper category temperature 125 °C.

Rated temperature

The standard value of rated temperature is 85 °C.

@@
&
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SECTION TROIS - PROCEDURES D'ASSURANCE DE LA QUALITE

Procédures d'assurance de la qualité

Etape initiale de fabrication

L'étape initiale de fabrication est le bobinage du condensateur ou
1'opération équivalente.

Modéles associables

Condensateurs fabriqués avec des procédés et des matériaux semblables,
mais pouvant &tre de dimensions de boitiers et de valeurs de capacité
et de tension différentes.

Rapports certifiés de lots acceptés

orsque des rapports certifiés de lots acceptés sont its’dans la
spécification particuliére, les informations sur le/contrble exigées au

itre du paragraphe 3.5.1 de la Publication 384- ent

tre fournies a l'acheteur sur sa demande. Apras\l' 'endupance
les paramétres pour lesquels les informations/pa ent
[ftre données sont: la variation de capacité sent L gle de

pertes et la résistance d'isolement.

Homologation
La procédure pour les essais d'homel i ée au paragraphe
3.4 de la spécification générique| E i 84-1 de la CEI.

[La procédure A utiliser p
par lot et des essais péri

la base des essdis lot
paragraphe 3.5 de la
isant un programme 3 eflifectif
aphes 3.4.1 et 3.4.2 ci-aprés

d'échantillon fixe est donné ; 5 . N/ i és.
Homologation;p;;f::\ézzzgéhx iligdnt un effectif d'échantilldn fixe
~__

EchantillonnL

ge

[.La procé ion\sur un échantillon d'effectif fixe est
décrite dg 2 i i 384-1 de la CEI, paragraphe 3.4.2 b).
['échantd i

pour laguelle nologation est demandée. Celle-ci peut couvrirn tout
ou pé ende~1a’ gamme compléte définie dans la spécification

pat

L'éEécha doit comprendre des condensateurs de tension mininjale et
de tensic gaximale, et pour ces tensions la valeur minimale et |la

valeur maximale de capacité. Quand la gamme couvre plus de quatre
tensions:nominales, une tension 1ntg;még;g;;g_dgi;_anssl_gxxg_sgumise
aux essais. Ainsi pour l'homologation d'une gamme, l'essai de quatre ou
six valeurs (combinaison capacité/tension) est requis. Lorsque la gamme
présentée & 1'homologation comprend moins de quatre valeurs, le nombre

de condensateurs a soumettre aux essais est celui requis pour quatre
valeurs.

Les spécimens de rechange A prévoir sont les suivants:

a) Un par valeur pour remplacer éventuellement 1'unité défectueuse
tolérée au groupe "O".

b) Un par valeur pour remplacer éventuellement des spécimens défectueux
par suite d'incidents non imputables au fabricant.
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.4.

1

SECTION THREE - QUALITY ASSESSMENT PROCEDURES

Quality assessment procedures

Primary Stage of Manufacture

The primary stage of manufacture is the winding of the capacitor element
or the equivalent operation.

Structurally Similar Components

Capacitors considered as being structurally similar are capacitors
produced with similar processes and materials, though they may be of
different case sizes and capacitance and voltage values.

Certified Records of Released Lots

The information required in Subclause 3.5.1 of I£C i 84-1
shall be made available when prescribed in the ail i ion and
when requested by a purchaser. After the end argmeters
for which variables information is required are aci change,

tan 8§ and the insulation resistance.

Qualification Approval

The procedures for Quali
3.4 of the Generic Specif\

are given in Subclause

on Approval testing on tHe basis
in Subclause 3.5 of tHis spe-
sample size schedule is |given in

alg;\\(he asis of the fixed sample size prdcedure

pPr cedure is described in IEC Publication |384-1,

approval is sought. This may or may not be [the com-
by the detail specification.

tages;

consist of specimens having the lowest and highest vol-
there are

2 or these voltages the lowest and highest capacitances. When
jore than four rated voltages an 1ntermed1ate voltage shall
[gls0 be tested. Thus for the approval of uired of

either four or six values (capacitance/voltage combinations). When the
range consists of less than four values, the number of specimens to be
tested shall be that required for four values.

Spare specimens are permitted as follows:

a) One per value which may be used to replace the permitted defective in
Group "QO".

b) One per value which may be used as replacements for specimens which
are defective because of incidents not attributable to the manufac-
turer.
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Les nombres de spécimens indiqués dans le groupe "0" présument
que tous les groupes sont applicables. Si ce n'est pas le cas,
les nombres doivent &tre réduits en conséquence.

Lorsque des groupes d'essais complémentaires sont introduits dans
le programme des essais d'homologation, le nombre de spécimens
requis pour le groupe "O" doit &tre augmenté du nombre requis
pour les groupes complémentaires.

Le tableau I donne le nombre de spécimens 3 essayer dans chaque
groupe ou sous-groupe ainsi que le nombre de spécimens défectueux

admissible pour les essais d'homologation.

Essais

a série compléte des essais indiqués aux tableaux I
requise pour 1l'homologation de la gamme des condens

Lorsqu'un condensateur n'ag
essais d'un groupe, il est

I.'homologation est accordée 1 qu :
défectueuses ne/d¥ lelnombreNd'unités défectueuses

permis pour chagy =3 euU\Sous—-gkdupe et le nombre total

Note. - nent ensemble le programme des

on d'effectif fixe. Le tableau I donne

L

d'essais sur échantillon d'effectif fixe sont identiques 2
celles prescrites dans la spécification particuliére pour
le contrble de la conformité de la qualité.
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3.4.2

The numbers given in Group "0" assume that all groups are applicable.
If this is not so the numbers may be reduced accordingly.

When additional groups are introduced into the Qualification Approval
test schedule, the number of specimens required for Group "0" shall be
increased by the same number as that required for the additional groups.

Table I gives the number of samples to be tested in each group or sub-
group together with the permissible number of defectives for qualifi-
cation approval tests.

Tests

The complete series of tests specified in Tables I and II are required
for the approval of capacitors covered by one detail specification.
[The tests of each group shall be carried out in the order-g

The whole sample shall be subjected to the tests of
divided for the other groups.

d then

Specimens found defective during the tests of
used for the other groups.

t be

e whole

ests or groups of tests. Table II
test contained in Section Four gives
best conditions and performance requirements

v’ example for the test method or conditions
to be made in the detail specificatlion.

test and performance requirements for the fixed
schedule shall be identical to those prelscribed
specification for quality conformance inspelction.
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TABLEAU I
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Plan d'échantillonnage et nombre de défectueux admissible

pour les essais d'homologation, niveau d'assurance E

Nombre de spécimens (n) et d'unités
défectueuses admissibles (pd)
Groupe Essais Paragraphe| Par Pour 4 valeurs Pour 6 valeurs
no de cette |valeur|ou moins 3 a essayer
publica- (1) essayer (1) (1)
tion
n 4n pd pd 6n pd pd
total total
3 L D \
Y .l
imensions 4.2 \\\\\
0 apacité 4.3.2 35 |140 |2(2) < 103(2)
angente de 1l'angle 4.3.3
e pertes \//
nsion de tenue 4.3.1
ésistance d'isolement| 4.3.4
écimens de rechange 4
1A ésistance i la 4.6 3 1
aleur de soudage
ésistance du compo-
ant aux solvants (&)
______ S | 2(2)
1B udabilité 1
sistance du marquage
X solvants (&)
2 bustesse des tré- 12 1 1 18 1 1
ités métalli*égs
104 |2(2) 156 |3(2)
3
—— Y PN —— e
|
3.1 26 | 1 36 |2€2)
1
: 4(3) 6(3)
el Bl e ey PRSUEERR PR, ———f——— ——— | ;
{3.2| Essai continu de 4.10 5 |20 |1 30 [2(2)
H chaleur humide
I PRI PEUUUUIIV DR Y I Y SV
L3.3 Endurance 4.11 10 | 40 |2(2) 60 {3(2)
e Dot USSRy PRVt U PR ——— e RN N
13.4] Charge et décharge 4.12 5 20 1 30 2
Notes. (1) Valeur: combinaison capacité/tension, voir paragraphe 3.4.1.
(2) Il n'est pas toléré plus d'une unité défectueuse par valeur.

(3)

(4)

Les condensateurs trouvés défectueux aprés montage ne doivent pas &tre pris
en compte pour le calcul du nombre d'unités défectueuses admisibles pour les
essais suivants. Ils doivent &tre remplacés par des condensateurs de rechange.
Si requis par la spécification particuliére.
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TABLE I

Sampling plan together with numbers of permissible defectives for

qualification approval tests, Assessment level E

Number of specimens (n) and
number of permissible defectives (pd)
Group Test Subclause Per For 4 or less For 6 values
No. - of this value values to be to be tested
publica- (1) tested (1) (1)
tion
n 4n pd pd 6n pd pd
total total

Visual examination

Dimensions

0 Japacitance 2(2) (: 0 ~Q§2)
Tangent of loss angle
Voltage proof //\\\ ]
Insulation resistance

Spare specimens 4

1A Resistance to solde- jQ\ \\\v) 18 1
ning heat \\\\\

(omponent solvent

gesistan 4
______ jesistance (4) % IR U I PY¢ )
1B Jolderability 1 18 1
olvent resistance of
he marking (4)
2 ond strength of't . \\\\ 12 1 1 18 1 1
nd face platipg
104 {2(2) 156 {3(2)
3
- ———— | e ——— e
]
13.1 24 | 1 36 [242)
{
1
! 4(3) 6(3)
:—_.._ ——— — ——— — - — — — ——
3.2 20 | 1 30 [242)
L B S -
13.3 40 |2(2) 60 |3(2)
'———_ ———————— v a an |  ———— vin e || = o o o - — ———— ———— - — o - - - o aw
is.a Charge and discharge 4.12 5 201 30 | 2
Notes. (1) Capacitance/voltage combinations, see Subclause 3.4.1.

(2) Not more than one defective is permitted from any one value.

(3) The capacitors found to be defective after mounting shall not be
taken into account in calculating the permitted defectives for the
following tests. They shall be replaced by spare capacitors.

(4) If required by the detail specification.
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TABLEAU I1

Programme d'essais pour l'homologation

384-19 © CEIL:1993

Notes 1. -Les numéros de paragraphe indiqués pour les essais et les exigences renvoient
a la section quatre: Méthodes d'essai et de mesure.

2. -Dans ce tableau: D = destructif, ND =

non

destructif.

Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombres de Exigences
et essai ou |(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
GROUPE 0 ND Voi g
tabkéa
4.2.1 Examen visuel Selo 2.2
ar uagi lisible et
s n la spécifica-
< tion particuliére
4.2 Dimensions \\\\\\\ Voir la|spécification
(par mesures) particuliére
4.3.2 Capacité A l'intérieur de la
tolérange spécifiée
4.3.3 Tangente de Selon 4]3.3.2
l'angle de
pertes
4.3.1 Tepsion de Pas de ¢laquage ni
tenue de contdurnement.
Claquages d'autoré-
<::> géneratjon autorisés
4.3.4 Régistance Selon 4)3.4.3
d'hsolemenﬁi\\\ \
GROUPE 14 D \> Voir
tableau I
4.6 Rés
la
soydage
4.6.1 Megures Capacité:
initiales :
4.6.2 Conditions Méthode 1 ou 2 comme
d'essai spécifiée dans la spéci-
fication particuliédre
Durée: 5 s £ 0,5 s
Si la méthode 1 est
appliquée, les vitesses
d'immersion et d'émer-
sion doivent étre
25 mm/s + 2,5 mm/s v



https://iecnorm.com/api/?name=8adaac47377397cf229469df614440bd

384-19 © IEC:1993

—25_—

TABLE T1I

Test schedule for Qualification Approval

Notes 1. -Subclause numbers of test and performance requirements refer to Section
Four: Test and measurement procedures.

2. -In this table: D = destructive, ND =

non-destructive.

Voltage proof

Subclause number D |Conditions of test Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
GROUP 0 ND See
le. I
4.2.1 Vijxal 4.2.2
examination Legible marking and
s specified in the
detail gpecification
4.2 Dimensions See detgil specifi-
(detail) cation
4.3.2 Capacitance Within dpecified
tolerande
4.3.3 Tajgent of As in 4.3.3.2
losis angle
4.3.1 No breakdown or

flashovedr. Self
healing |breakdowns
< allowed
4.3.4 Injulati As in 4.3.4.3
re istaﬁgz\\\\\ v
GROUP 1A \\<§§\ \li> See
Table I
4.6 Reslistance
solldering hea
4.6.1 Initial Capacitance
measurements
4.6.2 Test conditions Method 1 or 2 as
specified in the detail
specification
Duration: 5 s £+ 0,5 s
If Method 1 is applied,
immersion and withdrawal
speed shall be 25 mm/s #
2,5 mm/s v
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Numéro de paragraphe D |Conditions d‘'essai Nombres de Exigences
et essai ou |(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
4,6.3 Mesures Examen visuel Voir Selon 4.6.3
finales tableau I
Capacité ACH < 3 % par rap-
port & la valeur
mesurée au 4.6.1
4.13 Rétistance du Solvant: ir Da| spécification
composant aux Température du solvant: articulliére
sollvants - (
(si applicable) Méthode 2
Reprise: <:\\§§§\
GROUPE 1B D
4.7 Souidabilité Pas de vieillissemént

* Cet essai peut &tre

Selon 4[7.2
finales
4.14 Résistance du <:: Marquage lisible
mayquage aux
solvants#* [\\Vﬂ
(sk appli) \/\
/\<\ Y
GROUPE 2 \Q\ Voir
tableau I
Sous-groupe
|14.5 Ropustesse des Capacité (avec la carte ACl < 1o %
extrémités imprjmée en position I(‘ | -
métallisées pliée)
Examen visuel Pas de dommage
v visible
GROUP 3 D Voir
tableau I
4.1 Montage Matériau de substrat:
coo*
v

effectué sur des condensateurs chipses montés sur un substrat.
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Subclause number D |Conditions of test Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
4.6.3 Final Visual examination See As in 4.6.3
measurements Table I
Capacitance AC £ 3 % of value
measured in
4.6.1
4.13 ComLonent Solvent: See detJil specifi-
solvent Solvent temperature: capio
reslistance Method 2
(if| applicable)
Recovery: <T\V\\\ \\\
GROUP_1B D ] \e\e
able
4.7 Solderability No ageing
Method 1 or 2 as
specified™Nin th tai <:> 4
specification \\J/)V/
4.7.2 FinEl Visual examinatid As in 4.]7.2
meajsurements
4.14 Solyvent resis- Legible marking
tanﬁe of the .o
marking*
(if| applic cotton
v
GROUP 2 See
Table I
4.5 Bon Capacitance (with board AC L1p %
of in bent position) c
plati
Visual examination No visiblle damage
GROUP 3 D See
Table I
4.1 Mounting Substrate material: ...* l

* This test may be carried

out on chip capacitors mounted on

a substrate.
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Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombres de Exigences
et essai ou |(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
4.2.1 Examen visuel Voir Selon spécification
tableau I particuliére
4.3.2 Capacité AC £ 2 % par rap-
c port a la valeur
mesurée au
Grqupe O
4.3.3 Tangente de Fréquence: 1 kHz lon 4{3.3
l1'gngle de (pour toutes les valeurs
pentes de capacité)
10 kHz pour les conden- Valeurs de référence
sateurs avec Cp ﬁ 1 uF P lei mesures fi-
(en complément, voir N ales dans les sous-
4.3.3.3) \ groupes [3.1, 3.3 et
3.4)
4.3.4 Régistance Selon 4/3.4.3
d'isolement \\/}yvﬂl
Sous-groype 3.1 D Voir
tableau I
4.4 Adhérence
4.4.3 Conftréle <i:E en v Pas de dommage
infermédiaire [\/ visible
4.8 Variations
rapgides de
te]pérature <
4.8.1 Megures on uis, voir
inj Groupe 3
4.8.2 Cor ) = Température mini-
d'gs male de catégorie
6p = Température maxi-
male de catégorie
Cinq cycles
Durée—t1—=30-min
4.8.3 Contréle Examen visuel Pas de dommage
intermédiaire visible
4.9 Séquence
climatique
4.9.1 Mesures Non requis, voir
initiales Groupe 3 v

* Lorsque différents matériaux de substrat sont utilisés pour les sous-groupes indivi-
duellement, la spécification particuliére doit indiquer quel matériau de substrat est
utilisé dans chaque sous-groupe.
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Subclause number D |Conditions of test Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
4.2.1 Visual See See detail
examination Table I specification
4.3.2 Capacitance Ac £ 2 % of the
c value measured
in Group 0
4.3.3 Tajgent of Frequency: 1 kHz (for 43.3
loss angle all capacitance values)
10 kHz for capacitors ce values for
with Cg £ 1 WF (in asurements in
addition, see 4.3.3.3) b-groyps 3.1, 3.3
4.3.4 Ingulation 3.4.3
resistance
Sub-group 3.1 D
4.4 Adhesion
4.4.3 Intlermediate Visual exam io No visible damage
inspection <i
4.8 Rapid change \\\/
of temperatife
4.8.1 Initial >K\AN0 requirsed, see
measurements < ou )
4.8.2 Tedt conditivn 9). = Lower category
temperature
6g = Upper category
temperature
Five cycles
Duration t; = 30 min
4.8.3 Intlermediate Visual examination No visible damage
inspection :
4.9 Climatic
sequence
4.9.1 Initial Not required, see
measurements Group 3 v

* When different substrate materials are used for the individual sub-groups, the detail
specification shall indicate which substrate material is used in each sub-group.
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avd

angle de

our Cg £ 1 pF

kHz pour Cg > | WF

Numéro de paragraphe D |[Conditions d'essai Nombres de Exigences
et essai ou |(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et
d'unités
défectueuses
admissibles
(pd)
4.9.2 Chaleur Température: température Voir
séche maximale de catégorie tableau I
Durée: 16 h
4.9.3 Essai cyclique,
de chaleur hu-
mide, essai Db,
ler] cycle
4.9.4 Froid Température: température
minimale de catégorie
Durée: 2 h E§§\
4.9.5 Essai cyclique Moins de 15 min aprés </\\\\\\
de]chaleur hu- la sortie de la chamb |
mide, essai Db, d'essai, UR doit étrpé
cyclles restants appliquée pendant 1( mi
4.9.6 Mesures finales Examen we 1 <:> [ Pas de dommage
\‘//T«/ visible
Marquage lisible
Capacité AC| < 5 % par rap-
c pont & la valeur
mesurée au
Grgupe 3

Accroissement de
tan §:

£ 0,005
£ 0,008

pour classe
pour classe

£ 0,003
£ 0,005
par rapp
valeurs
Groupe 3

pour classe
pour classe
ort aux

mesurées au

2 50 % des valeurs

Sous-groupe 3.2

4.10 Essai continu
de chaleur

humide

4.10.1 Mesures
initiales

Non requis, voir
Groupe 3

Voir
tableau I

Eonnées au 4.3.4.3
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Subclause number D |Conditions of test Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
4.9.2 Dry heat Temperature: upper See
category temperature Table I
Duration: 16 h
4.9.3 Damp heat,
cyclic, Test
Db,| first cycle
4.9.4 Colqd Temperature: lower
category temperature
Duration: 2 h
4.9.5 Damp heat, Within 15 min after re- |
cyclic, Test moval from test chamber X
Db, | remaining UR to be applied for
cyclles 1 min
4.9.6 FinEI (j) D No visiblle damage
meagsurements \\_,/TJ’ Legible marking
ACl < 5|% of the
¢ valye measured
in Group 3
F\\v Increase|of tan 6§:
Q < 0,005 For Grade 1
£ 0,008 for Grade 2
£ 0,003 for Grade 1
\ < 0,005 for Grade 2
compared| to values
measured| in Group 3
\Q::\\//Insulation resistance 2 50 % of values in
v 4.3.4.3
Sub-group| 3.2 D See
Table I

4.10 Damp heat,

steady state

4.10.1 Initial
measurements

Not required, see
Group 3
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Numéro de paragraphe D |Conditions d'essai Nombres de Exigences
et essai ou |(voir note 1) spécimens (voir note 1)
(voir note 1) ND (n) et

d'unités

défectueuses

admissibles

(pd)
4.10.2 Mesures Examen visuel Voir Pas de dommage
finales tableau I visible
Capacité AC

£ 5 % par rap-
port i la valeur
mesurée au

C

Sous-groupe 3.3

4.11 Endurance
4.11.1 Mepures
infitiales
4.11.2 Copditions
d'essai
4.11.5 Melsures
fipales

9,

N

Tangente de l'angle de
pertes a 1 kHz

Résistance d'isolement

apacité

Tangen:e de ]|angle de

Groupe 3

croissement de
am\§: \X| 0,005 par
rappo ux valeurs
esuxées| au Groupe 3

% 50 % des valeurs
onnées jau 4.3.4.3

Pas de djpommage
visible

Marquage| 1lisible

AC

< 5| % pour
C

classe 1

£ 8/ % pour
clajsse 2

par rappprt aux
valeurs mesurées au
Groupe 3

Accroi ment de

pertes:
4 10 kHz pour Cg X 1 yF

4 1 kHz pour CgR > 1 yF

Résistance d'isolement

tan §:
£ 0,003 pour classe 1
£ 0,005 pour classe

S 0,002 pour classe 1
S 0,003 pour classe
par rapport aux
valeurs mesurées au
Groupe 3

2 50 % des valeurs

données au 4.3.4.3
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Capacitance

Subclause number D |Conditions of test Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND {n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
4.10.2 Final Visual examination See No visible damage
measurements Table I

AC

£ 5 % of the
c

value measured
in Group 3

Sub-groupg 3.3

4,11 Endurance

4.11.1 Initial
mgasurements

4.11.2 Tdst
cgnditions

4.11.5 Final

measureme{i:>

YN

Tangent of loss angle
at 1 kHz

Insulation resistance

Tangent of loss angle:
at 10 kHz for CR X 1 yF

I reasé of tan §:
< 0,005 compared to

valués\ measured in
o 3

f values in

No visiHle damage

Legible jmarking

AC £ 9 % for

C | 6rqde 1
{4 % for
Grdade 2

compared to measure-

ments mdde in Group 3

of
for
for

tan §:
Grade 1
Grade 2

Increas
£ 0,003
S 0,005

at 1 kHz for CgR > 1 uF

Insulation resistance

£ 0,002 for
£ 0,003 for
compared to
measured in

Grade 1
Grade 2
values
Group 3

2 50 % of values in
4.3.4.3
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Numéro de paragraphe

et essai
(voir note 1)

ou
ND

(voir note 1)

Conditions d'essai

Nombres de
spécimens
(n) et
d'unités
défectueuses
admissibles

(pd)

Exigences
(voir note 1)

Sous-groupe 3.4

Non requis, voir

4.12 Charge et
décharge

4.12.1 Mesures
iJ;tiales

4.12.2 Conditions
dlessai

4.12.3 Mesures
finales

Voir
tableau I

Groupe 3

10 000 cycles

Capacité

Tangente\ de

ésist

ce d'isolement

AL

—

tan §:
0,003
0,005

AlA

0,002
0,003

I AlA

valeurs

données

N

Groupe

¢ £ 3 % pour
c classe 1
£ % % pour
classe 2
par rapport au valeur
mesurée [au Groupe 3

Accroissgsement de

—

pour classe
pour classe 2

[y

pour classe
pour classe 2

par rapport aux

mesurées au

2 50 % des valeurs

au 4.3.4.3

%
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Subclause number D |Conditions of test Number of Performance
and Test or |(see Note 1) specimens requirements
(see Note 1) ND (n) and (see Note 1)
number of
permissible
defectives
(pd)
Sub-group 3.4 D _ See
Table I
4.12 Charge and
discharge
4.12.1 Initial Not required, see
mdasurements Group 3
4.12.2 Tdst 10 000 cycles
cgnditions
4.12.3 Final Capacitance :§§\ Y%; £ 3% for
mgasurements 4 c Grade 1
{3 % for
Gr4de 2

.|comparedq to value
measured in Group 3

Tangent “of
at 10 kHz

Increasg of tan §:
£ 0,003 |for Grade 1
£ 0,005 |for Grade 2

S e

£ 0,002 |for Grade 1
£ 0,003 |for Grade 2
compared to values
measured in Group 3

APON

2 50 % 9f values in
4.3.4.3

<3

> O
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5.3

5.4
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Contrdle de la conformité de la qualité

Formation des lots de contrdle

a) Contrble des groupes A et B

Les essais de ces groupes doivent étre effectués lot par lot.

Un fabricant peut regrouper sa production courante en lots de
contr8le sous réserve que les rédgles suivantes soient respectées:

(1) Le lot de contrble doit se composer de condensateurs de
structure semblable (voir paragraphe 3.2).

(2a) L'échantillon soumis aux essais doit contenir des condensateurs
de chacune des valeurs et de chacune des dimepxsio pré&entées
dans le lot de contrdle:

- proportionnellement a4 leur nombre
valeur.
it a

accord
ce.

couran-
tis en

uction
me .

e¥sais lot par lot et des essais périodiques pdur le

a conformité de la qualité est donné 3 la deuxiéme [section,
a spécification particuliére-cadre, par exemple,

Publicati 84-19-1 de la CEI.

Livraison différée

Lorsque, conformément aux procédures de la Publication 384-1 de la CEI,
paragraphe 3.5.2, un nouveau contrdle doit é&tre effectué, la capacité

et la soudabilité doivent étre vérifiées comme spécifié dans le contrdle
des groupes A et B.

Niveaux d'assurance

Le(s) niveau(x) d'assurance donné(s) dans la spécification particuliére-
cadre doit (doivent) de préférence étre choisi(s) dans les tableaux IIIA
et IIIB ci-aprés:
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3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

Quality Conformance Inspection

Formation of inspection lots

a) Groups A and B inspection

These tests shall be carried out on a lot-by-lot basis.

A manufacturer may aggregate the current production into inspection
lots subject to the following safeguards:

(1) The inspection lot shall consist of structurally similar capa-
citors (See Subclause 3.2).

(2a) The sample tested shall be representative of the values and

dimensions contained in the inspection lot:
- in relation to their number;
- with a minimum of five of an
(2b) If there are less than five of an 3 i le the
: the
b) Group C inspection
These tests shall be
the
large
one
nt
1 be
onfor-
Detail

3.5.2, re-inspection has to be made, solderability and capacitanke

g to the procedures of IEC Publication 384-1, SubciFuse
shall be checked as specified in Group A and B inspection.

Assessment levels

The asssessment level(s) given in the blank detail specification shall
preferably be selected from the following Tables IIIA and IIIB:
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TABLEAU IIIA

Sous-groupe D* E F* G*
de
contrdle** NC NQA NC NQA NC NQA NC NQA
p A z % b3

Al S-4 2,5

A2 II 1,0

Bl S-3 2,5

NC = niveau de contrdle
NQA = niveau de qualité acceptable
TABLEAU IIIB <\ x
"\

Sous-groupe D* E Fx G*

de >
contrdleXN* <\\\\<§\ \\u<;> c
ontrdle p n c P n c //—JL P n

o S

Cc2

5

C3.2

C3.3

C3.4

* Les niv

** Le cont
la spédif
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TABLE IIIA

sub-group**

Inspection D%

F*

G*

IL AQL

IL

IL

AQL IL

AQL

Al
A2
Bl

IL = inspection level

AQL = acceptable quality level

TABLE IIIB

AR

Inspectio
sub-group

D*

=4

G*

Cl
c2
C3.
C3.
C3.
C3.

HWN -

%g
<

** The con
relevan

specification.

the
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SECTION QUATRE - METHODES D'ESSAI ET DE MESURE

Cette section compléte les informations données dans la Publication
384-1 de la CEI, section quatre.

Méthodes d'essai et de mesure

Montage
Selon Publication 384-1 de la CEI, paragraphe 4.33.

Examen visuel et vérification des dimensions

Selon paragraphe 4.4 de la Publication 384-1 de la CEI, compte tenu des
modalités suivantes:

Examen visuel

.'examen visuel doit &tre effectué avec un équipem OpPrié avec
tin grossissement approximatif de 10 et un éclairaf -
pbservé et au niveau de qualité exigé.

Note. -Il1 convient que 1l'opérateur dispose de ‘moyens\d al ht
par incidence et par transmission ¢
appropriés.

Exigences

Les condensateurs chipses dqive
Eatériaux, la conception,

les
s et
'execution sont conformes la

pécification particuliére

Essais électriques

fension de tenue

Belon paragr
Iodalit&<j§y'

ircuit 4°

ication 384-1 de la CEI, compte tenu des

P la capacité nominale Cy doit étre inférieur|ou
érieur a 0,0l s. '

9 doit limiter le courant de décharge i une valeur inférieure oy
gale a3 1 A.

Les tensions suivantes doivent &tre appliquées entre les points de
mesure du tableau I du paragraphe 4.5.2 de la Publication 384-1 de la
CEI, pendant 1 min pour les essais d'homologation et pendant 1 s pour
les essais lot par lot lors du contrdle de la conformité de qualité.

Point de mesure Tension d'essai

Classe 1: 1,6 Ug
la)

Classe 2: 1,4 Uy
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4.2.1

4.3.1.1

4.3.1.2

SECTION FOUR - TEST AND MEASURING PROCEDURES

This section supplements the information given in IEC Publication 384-1,

Section Four.

Test and measuring methods

Mounting
IEC Publication 384-1, Subclause 4.33.

Visual examination and check of dimensions

Subclause 4.4 of IEC Publication 384-1, with the following detai
vi ] - s

ls:

tisual examination shall be carried out with suitablYe\equi Eith

transmitted illumination as well ag
facility.

Requirements

Eccordance with the applicable
pecification.

Electrical tes

Voltage proo

Subclau6 of IEC Puyblicabien 384-1, with the following detai

Test circual

9/ shall limit the discharge current to a value equal to or less

pecimen

£t or
ing

ls,

than or

than

A

The following voltages shall be applied between the measuring points of
Table I in Subclause 4.5.2 of IEC Publication 384-1, for a period of

1 min for Qualification Approval Testing and for a period of 1 s
the lot-by-lot Quality Conformance testing.

Measuring point Test voltage

Grade 1: 1,6 Ug
la)
Grade 2: 1,4 Ug

for
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Il ne doit y avoir ni claquage, ni contournement pendant l'essai.

Note. -L'apparition de perforations autocicatrisantes durant 1'appli-
cation de la tension d'essai est admise.

4.3.2 Capacité

Selon paragraphe 4.7 de la Publication 384-1 de la CEI,

modalités suivantes:

compte tenu des

4.3.2.1 La mesure de la capacité doit se faire &4 1 000 Hz ou le résultat de cette

mesure doit &tre ramené 3 une fréquence de 1 000 Hz.

Pour les condensateurs

de capacité nominale supérieure & 10 uF, les fréquences de 50 Hz & 120 Hz
peuvent é&tre utilisées.

- de 50

4.3.2.2 La capacité doit correspondre 3 la capacité
le la tolérance spécifiée.

4.3.3 Fangente de l'angle de pertes (tan §)

La valeur de créte de la tension appliquée ne doit p
- a4 1 000 Hz:

Hz a

100 V (valeur efficace 70 V).

3 % de la tension nominale;
120 Hz: 20 % de la tension nominale

4.3.3.1 Londitions de mesure pour

Selon paragraphe 4.8 de la Publlc
modalités suivantes:

4.3.3.2 Exigence

an § doit &tre mesurée dans n 1t1 ns suivantes:

- Fréquence:

- Créte de ténsion: de/ 1a tension nominale.
- Imprécisjon\de me ? 100x 1074 (valéur absolue).

de

enu des

eau suivant:

Tan § ne \§§:3%Q\é;§er1eure a la valeur appropriée du tabl
Capa 1tg\§§@1 al Tan § (valeur absolue)
Condensateurs de 'Condensateurs de
classe 1 classe 2
g\t/ 0,008 0,01
> 1 0,01 0,01

4.3.3.3 Conditions de mesure pour les mesures & 10 kHz

Pour les condensateurs de capacité nominale inférieure ou égale a 1 pF,

la tangente de 1'angle de pertes doit étre mesurée pour certains essais
si requis dans le tableau II.

- Fréquence:

10 kHz.

- Tension efficace: 1v.

- Imprécision de mesure: i 10 x 10~4 (valeur absolue).
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4.3.1.3 Requirement

There shall be no breakdown or flashover during the test.

Note. -The occurence of self-healing breakdowns during the application
of the test voltages is allowed.

4.3.2 Capacitance
Subclause 4.7 of IEC Publication 384-1, with the following details:
4.3.2.1 The capacitance shall be measured at, or corrected to, a frequency of

1 000 Hz. For rated capacitance values > 10 puF, 50 Hz to 120 Hz may be
used.

[he applied peak voltage at 1 000 Hz shall not exceed (3 % the| rated

yoltage, and the applied peak voltage at 50 Hz to 1 bt exceed
PO %Z of the rated voltage with a maximum of 100 V
4.3.2.2 The capacitance shall be within the specified

4.3.3 Fangent of loss angle (tan §)

Bubclause 4.8 of IEC Publication 384-4, with t owing details:

4.3.3.1 Measuring conditions for measureménk 1 00

Fan 8§ shall be measured a
- Frequency: 1 000
- Peak voltage:
- Inaccuracy 1

4.3.3.2 Requ1reﬁé§>}f r medsur men s

Fan § sha ot\exceed 't ppllcable values shown in the followjing
table

olute value).

1 000 Hz

an e Tan § (absolute value)

F Grade 1 capacitors Grade 2 capacitors

VA
e

0,008 0,
0,01 0

[N e
[\ W,

4.3.3.3 Measuring conditions for measurements at 10 kHz

For capacitors with Cp S 1 uF, tan § shall be measured in addition when
required in Table II for certain tests.

~ Frequency: 10 kHz.
- Voltage: 1 Vr.uns.

- Inaccuracy: ﬁ 10 x 1074 (absolute value).
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3.4 Résistance d'isolement
Selon le paragraphe 4.5 de la Publication 384-1, compte tenu des modalités
suivantes:

3.4.1 Avant l'essai, les condensateurs sont soigneusement nettoyés afin d'enle-

ver toute contamination. On doit prendre soin de maintenir une propreté
suffisante dans les chambres d'essai et pendant les mesures aprés essai.

4.3.4.2 Avant la mesure, le condensateur doit étre entiérement déchargé. Le

4.3.4.3

produit de la résistance du circuit de décharge par la capacité nominale
du condensateur en essai doit étre supérieur ou égal a4 0,01 s ou A toute
autre valeur éventuellement prescrite dans la spécification particuliédre.

.5.2 de la Publication 384-1 de la CEI.

ette tension doit étre appliquée immédiatement
ravers la résistance interne de la source de te

2 conden-
sateur doit étre inférieur 2 1 s ou & tou 2 éventuelllement
prescrite dans la spécification particyli

Points fde mesure
selon 1lp tableau I,
paragraphe 4.5.2
de la Publication
384-1 dp la CEI

N
Résistance d'isolemeEt
inimale entre les sprties

(MQ)

Cr £ 0,33 yF

Q ension n\éale:
(\x MNI00 v <100V > 100 Vv 100V

}1asse:

1 2 1 2 1 2 1 2

la)

10 000| 2 500| 5 000| 1 250{30 000| 7 50015 000|l 3 750

4.3.4.4 Lorsque l'essai n'est pas effectué 2 la température de 20 °C, le résultat

de la mesure doit, s'il y a lieu, é&tre ramené 3 20 °C, en multipliant

la valeur mesurée par le facteur de correction approprié. En cas de doute,
la mesure a4 20 °C est décisive. Les facteurs de correction suivants peuvent
étre considérés comme une moyenne pour les condensateurs 2 diélectrique
en film de polytéréphtalate d'éthyléne métallisé:
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